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Pomiary wielkos$ci fizycznych w energetyce Nr éw 3.
° Ocena:

Pomiary wspdiczynnika znieksztalcen 5 .

nieliniowych ’

1. Cel éwiczenia

Celem C(wiczenia jest poznanie podstawowych zasad pomiaru wspotczynnika znieksztatcen nieliniowych
(wspdtczynnika zawartosci harmonicznych — THD, ang. Total Harmonic Distortion) oraz poznanie sposobu wyznaczania
widma amplitudowego sygnatu.

2. Program ¢wiczenia

2.1. Pomiar wartosci wspotczynnika znieksztatcen nieliniowych (THD) sygnatu odksztatconego za
pomoca miernika znieksztatcen nieliniowych i oscyloskopu cyfrowego

Do gniazda wejsciowego WE obiektu znieksztatcajgcego sygnat podtgczyc generator funkcyjny G, gniazdo wyjsciowe WY1
potaczy¢ z wejsciem A (CH1) oscyloskopu OSC, gniazdo WY2 z wejSciem B (CH2), wejSciem miernika zawartosci
harmonicznych MZH (rys. 1). Zwiekszajgc amplitude sinusoidalnego sygnatu wejsciowego, zaobserwowac¢ odksztatcanie
sygnatu wyjsciowego.
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Rys. 1. Schemat blokowy uktadu do pomiaru wspdfczynnika hy

Zapoznac sie z danymi technicznymi i obstugg miernika znieksztatcen nieliniowych i oscyloskopu cyfrowego.
Dokona¢ pomiaru wspodtczynnika znieksztatcen nieliniowych (THD) za pomocg bezposredniego pomiaru miernikiem oraz
wykorzystujac opcje szybkiej analizy Fouriera w oscyloskopie (analiza widma).

2.2. Pomiar THD za pomocg nanowoltomierza selektywnego

Zapoznac sie z danymi technicznymi i obstugg nanowoltomierza selektywnego nV.
Ustawi¢ pokretto zmiany czutosci nanowoltomierza na najwyiszy zakres pomiarowy (najmniejsza czutosc).
Przetacznikiem selektywnosci wtgczy¢ najwiekszg selektywno$é oktawowa. Potgczy¢ uktad pomiarowy jak na rys. 2.
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Rys. 2. Schemat blokowy uktadu do oszacowania wspdtczynnika hy

Nie zmieniajgc na generatorze parametrow sygnatu pomiarowego, zmierzy¢ wartosci skuteczne napiecia kilku kolejnych
harmonicznych Us,...,Ui — pomiar wykona¢ zgodnie z procedurg opisang w instrukcji obstugi nanowoltomierza. Przed
kazdym nastepnym pomiarem ustawi¢ najwiekszy zakres pomiarowy nanowoltomierza. Wartosci czestotliwosci
kolejnych harmonicznych obliczyé jako krotnos¢ czestotliwos$ci pierwszej harmonicznej. Obliczong czestotliwos¢ fi-oni
ustawic¢ na przyrzadzie. Zwiekszajgc czutos¢ miernika, skorygowaé nastawienia pokretet czestotliwosci tak, aby uzyskaé
maksymalne wychylenie wskazéwki. Dla kazdej i-tej harmonicznej zapisa¢ wartos¢ ustawionej na nanowoltomierzu
czestotliwosci fi i odczytang z odpowiedniej skali miernika wartosé skuteczng napiecia harmonicznej U..

Obliczy¢ wartos¢ skuteczng napiecia wyzszych harmonicznych Uaz:i i catkowitg warto$¢ skuteczng napiecia Uusi.
Korzystajgc ze wzoru definicyjnego obliczy¢ wartos¢ wspotczynnika zawartosci harmonicznych THD.



3.  Wyniki pomiaréw

3.1. Pomiar THD za pomocg miernika znieksztatcen nieliniowych

hw =

kl
Amp= % th
hw = e to,

3.2. Wyznaczanie wartosci THD za pomoca analizy Fouriera wykonanej oscyloskopem cyfrowym
Wartos¢ napiecia na oscyloskopie podana jest w decybelach (dBm — decyBel odniesiony do mocy Pref na rezystancji Rref).
Przeliczy¢ warto$¢ napiecia z dBm na wolty oraz narysowac obserwowane widmo na wykresie (uwaga! nalezy poprawnie
opisac osie sporzgdzonego wykresu).
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Wartos¢ skuteczna wyzszych harmonicznych sygnatu odksztatconego

Uy.y =|UR +UZ +..+U? =

Catkowita wartos¢ skuteczna sygnatu odksztatconego

U.; = \/U12 +U22 +...+U,~2 =

THD sygnatu odksztatconego
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3.3. Oszacowanie THD za pomoca nanowoltomierza selektywnego
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Wartos¢ skuteczna wyzszych harmonicznych sygnatu odksztatconego
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Catkowita wartos¢ skuteczna sygnatu odksztatconego
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Analiza harmoniczna przebiegu odksztatconego
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Widmo amplitudowe napiecia odksztatconego:

4. Whnioski

Pytania kontrolne

(1]
(2]
3]

(4]
(5]

1. Jaki efekt w dziedzinie czasu powoduje wprowadzanie przez uktad znieksztatcen nieliniowych sygnatu?
2. Jaki efekt w dziedzinie czestotliwosci powoduje wprowadzanie przez uktad znieksztatcen nieliniowych sygnatu?
3. Naczym polega pomiar wspoétczynnika znieksztatcen nieliniowych metodg wyttumienia pierwszej
(podstawowej) harmonicznej?
4. Jak na drodze pomiarowej mozna wyznaczy¢ wspotczynniki szeregu Fouriera?
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